
UKD 655 255:001 .81 6: 655 20014 

N O R M A B R A N Ż O W A BN-79 

Półprodukty poligraficzne I druki 7419-05 
POLIGRAFIA 

Metody badania zn iekształcen ia Zamiast 
BN-65/7 439-07 

elementów graficznych rysunku 

Printed semil ini shed products Sem i-p roduits pol yg raphiq ues 
and printed goods et des imprimes 

Testin g methods o l g raphi c Meth odes d'etude 
deformat ion desig n e lements del ormati o ns graph iq ues 

d 'elements dessin 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Przedmi o tem n'J rm y S,) met,) ­
cl y badania znickszta lcc ll g ra fi cznyc h matyc h elemen­
tó w rys unku pó lp roduktó w po ligra fi cznych i druk ó w. 
wyk'.m ywa nc lupa mi i mikros ko pem. 

1.2. Zakres stosowania normy 
a ) Zc wzgl<;du na rodzaj znickszta lce ll grafi cznyc h 

element ów rys un ku no rm a do tyczy bada nia: 
- ni eoqr'. l śc i kraw<;dzi rys unku . 
- znieksztalcc ll (defo rm acji) brzeg,) wyc h linii 

l pu n k tó w ra st roJwych . 
~ll ocz. ki punktu ras trowegoJ, 
pugrubieni a lub p'Jc ieni eni a lin ii, 
podwó jn eg'J ku nturu . 
pi e rścic ni NewtoJ na. 
marmurk a. 
zachla pclll (zask lepi ell ). 
zmurze nla . 
p'Jw tó rzc nla . 
I.crwania p'. ldlo. l ża. 

przc nik a nia i ,) d c ią ga ni a fa rb y. 
ct; tek. slo.ll1 ecze k. kro pek (pl a mck) . 

Cha rakt erys tyk<; tyc h zni eksztalccll pocI a no w n'.H­
ma ch LhltyCZ,)cyc h cha ra kt erys tyki wa ci pó lp rodukt ów 
poJ li grafi cz nych I ). 

b) Zc wzg lt;c\u na rodzaj urZ,)d ZeJ'l o pt ycznyc h no r­
ma dlll yczv badani a la po m,)C,): 

- lup 7.wy kl yc h. w zakres ie usta lenia wys t<; powa ni a' 
zni eksztalcell . 

- lup plllni a ro wych . w za kres ie usta leni a grubośc i 

( sze ru k uśc i) 'J raz pug rubieni a lub pocicni eni a elcmen­
tów rys unku (linii) , 

I) Pa tl7 Infll rlll acjć cI,) cla tk pwc r. 5. 
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- ma legu mik roJs k'Jp u warsz tatuweg'.l. w / aktTS il' 
usta leni a w i c lk uśc i zniekS71alcC ll (dd'.) rlll,tcji) bucg' )­
wyc h linii prus tych. gdy maJ,) ,.)I1e b/ tal t lin ii Ltli sle j 
lub la ma ncj (przek ruj u c hr'lp 'jwatuści Pllwi er/c hni wg 
PN-7VM-0425 1 rys. l i ::!). 

c) Ze wzg l ęd u na r'jdzaj pólp r'ldu ldÓ\\ ' n'.lrllla d'.l­
tyczy bada ni a: 

- pó lprodukt ów pł a s k i c h . jak : 'lryg inal y \\ y<.b wni ­
cze , ncga tywy i d iapo.)Zy tvwy f'J to,lgr,tfi Cl ne. ,)(lbitki dru ­
ka rski c i d ruki. 

- półpr ,)d u kt ów i'awicraj ,)c \'c h re li el. jak: ko.lp il' 
i fo rm y druk,)wc . 

1.3. Zakres stosowani a metod badall. Met,xl,' had ,t­
nia za po mOCe) lu p zwy kl yc h n ależy s t'.l .~,lwaĆ' w W<lrtlll ­

kac h p rucl ukcyj nyc h i w pr/ ypad ku ,lna lil r'l / jclllC/\c h. 
Metucly bada ni a lupa mi pumia rowy mi i lllal vlll Illikr' l­
sku pem wa rsz ta t'Jwy m na le ;;'.y q,) s')\\'a ć \\ . pt7\ padk:t c: h 

_a na li z r,jzje mczych. gdy w nu rm ,tch prl cdllli"t,)\\, \ch 
o k reś l'J n,) il uśc i uwc wymagan ia w zakresie p'lLbn\ 111 

w 1.2b ). 

2. POBI ERANI E I PR Z YGOTO WYWAN I E PlłÓBFK 

2.1. Pobieranie próbek w pr/y pad k u pólpr,x lu k t<'Jw 
po li gra fi cznych zgod nie z BN-771745 1-02. la~ 

w przy pa d ku druk ów - zg'.ld nic z PN -77/ P-5505 1. 
W przy padku ba da nia mi krosk'J pem. gdy próbk~' na­

l eży wyc i ąć. li czbę szt uk n a l eży p 'Jb rać jak d,) hadatl 
ni szczących . 

2.2. Przygotowa nie próbek. Do bada ni a lup,) p ró bkc 
n a l eży u s taw ić ( po ł ożyć ) na p'Jwic rzch n i plaskicJ. 
W przy padk u dru kó w up rawi 'J nye h. na l e ży 7ai' n aC7VĆ 

przekladka mi miejsca (stro nice) przeZ ll aCZ,)nC d o ba­
dań . 

Zg łoszo n a przez Oś rodek Badawczo- Rozwojowy Prze mysł u Pol ig raficznego 
Ustanowiona przez Nacze lnego Dyrekto ra Zjed noczenia Przemysł u Poli graficz nego dn ia 22 lutego 1979 r 

jako norma obow i ąz uj ąc a od d nia 1 stycznia 1980 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 11 / 1979 poz . 60) 
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D l) bada nia mikroskopem z każdej sztuki pobranej 
dl) bad,lI'l wg 2. 1 należy wyc i ąć po 3 wycinki o wym ia­
rach lO X 10 C 111. 

3. METODA BADANIA LUPĄ ZWYKŁĄ 

.1.1. Za~ada metody polega na sprawdze niu lupą wy­
Sl<,:p 'Jwa nia zniekształceJ'l graficznyc h elementów rysun­
ku ,.)kreś l l1 nych w 1.2a). 

.1 .2. Przyrządy 

a) Lu pa pl)w i t;kszaj ąca lOX . 
hl Stól Ill l) ntaŻIJwy wg BN-6U74I /O;-O I . 
c) Stól pumiaruwy lub s tół z pł y t ą f'Jr m ową. 

J.J . Liczba i miejsce badania. Bada ni e wys tę powania 

I nieks/ta lce ll gra ri Clnych należy wyk o nać w co na j­
mni ej S mi ejscach. równomie rnie rozłożo nych na po­
wil'17ch ni pró bki . 

JA. Opb badania . Próbkt; plaskq należy badać na 
,II bil' stulu ml.)nta :i lJ wegt). W przy padk u próbki wyk'J­
n,l IH:j IW l1latcri ~tłC' przC/ ruczysty m. badan ia należy wy­
kilnać II ' ś w i et k pl' l ecIH1d /c! cym (od cit.) I u ośw i e tlo n a 

Si l bel st lllu). 
W pr/vpadku próhk i za wieraj c)eej relief. badania na­

kil 1,1 ~ k'ln) wać na ~ ti.l l e pumiarowy m lub na st'J le 
I pll LI l'u rmtJw'l· 

1.1Ip~' naki y' u s ta w i ć na wybranym wg 3 .. \ pu lu pró b­
ki i ~ pr;lIvd/ i ć wys t<,:ptJwa ni e znieksztal ce ll graricznyc h 
'.I 'g I .2a ), 

3.5. Wynik badania n a l eży u z n ać za : 
a) dllbr) . gdy zn i ekszta łce ni a graficzne nie występu­

ia IIv' ia dn ym z ba da nych miejsc lub gdy wys t ę puj e) 

\\ Id kn:~ i c do puszczalnym ntJrmami , 
b) niedt) b ry, gdy co najm niej jedno 7I1 i e kształce ni e 

gra I'i CI Ill: jes t dost rzega lne lub gdy występ uje w za­
kresie p ri'l'k raczaji)cyl1l wymagania nl,1rm przedmioto­
WI ch. 

.1 .6. Ocena wyników badań 

3.6 .1. Ocena sztuki. Orygi na ł , negat yw lub diapozy­
tvw. k,.lp it;, rl.mnę druk'Jwć) , od bitk ę drukars k ą n a l eży 

u7llać la dobq . jeże li wynik badania jes t d'J bry. 
bgl.ćmp larz druku oprawio nego n a l eży u z nać za do-

br\'. jćŻęli wy niki hadar'l próbek wg 2.2 Scl dob re. 
3.6.2. O cena pa rtii. Partię pół prod uktów poligraficz­

nych lub druków należy u znać za zgodną z wymaga ni a­
mi no rm y. j eże li liczba sztuk niedobryc h w próbce ni e 
prl_ekroClv liczby kwalifikującej wg BN-77/74S I-02 
w pr/ypacl ku pólproduktów po ligraficznych lub wg 
PI\!-77/ P-))051 - w przy padku druk ów. 

~ . MFTOOA BADAN IA LU PĄ POMIAROWĄ 

.. U. Zasada metody ptJlega na zmierzeniu lupą po­
m iaru\.\L) s/e r' Jk 'Jś ci (grubośc i) d,J 8 mm elementów ry­
sunku. glównic krese k. 

4.2. Przy rządy 

;1) I upa (m ikJ'tJs kop) Bri nella . powiekszajqca 25X, 
7 I.akrese lll p'1miaru od O do 8 mm , z dzia lkc) elemen­
tam,) 0.0) mm . 

b! Lu pa p,)mia rowa , p'Jw i ększająea elJ najmniej SX , 
/. I_akrese m pumi a ru od O do 8 mm , z dz iałką elemen­
tar ni} 0 . 1 mm . 

c) Stół montażowy wg BN-6U74 1 X-O I . 
d) S t ó ł pomiarowy lu b s t ó ł z pł yq ftmn ow,). 

4.3. Liczba i miejsce badania - wg .1.3. 

4.4. Opis badania. Próbkę płask,) należy bad ać na 
szybie s t ołu m o ntażoweglJ . Bada ni a próbki wyk 'J nan ej 
na ma teri ale przez roczys tym n a le ży wykunać w św i e tle 

przechodzą cym (od dołu oświetl'J n a s7yba st'_llu) . 
W przypad ku próbki za wierającej rc li cl' badani e na­

l eży wyk'Jnać na stole po mia rowy m lu b na stlJ Ie z pł yq 
formową· 

Do mi erzenia g rllbu śc i ( szep.lK..)ści) ć lemcnt(')w rv­
sunku , zwła szcza przy grub'.lśc ia c h ( s/C'l'llk<.)~c ia c h) p'.l­
ni żej I mm n a le ży s tlJsowa ć 11Ip<,: wg 4. 2a ). Prl )' gru ­
bośc i ( sze ro k ośc i ) po wyicj I mm dl. l pU ~i'CZa si<,: s tl.lStJ­
wanie lup wg 4.2 b). 

Lupę nal ei_y u s tawić na wybran ym wg .\.3 p'J llI prób­
ki , na s tawi ć ostmść oraz ska lI;' prtls t'J padle ( j.) kierunku 
mierzo nej linii lub przez punkt y wyln<luaj;)ce Slerl)­
kuść (grubość ) elemen tu rys unk,.lIvcg,.l. Wynik pUllliarll 
odczy tać przez ustaleni e li czby krese k na skal i Ill i ~' d /\' 

ko nturami elementów rysunku (np . kresek ). 
4.5. Dokładność badania. PIJ miar nal eżv wy ki_mać 

w przy padk u lup wg 4.2a) l do kl a dn'Jśc i;) d'l O.O S Illlll 

(tj . do I d z i a łki na ska li ) zaś w pl7y padkll lup wg 
4.2b) / d u kl adn'Jśc i ;1 dl) 0 . 1 Illlll (tj . d'l I dlia lki IW 

ska li ). 
4.6. Wynik bada nia. Za wvni k naki y pI7Vj;)L' \(\inic~' 

pom it; dzy grubuśc i ,) (szer<.l k'.lśc i ;) ) b,ld a nvc h C' lenlCnt c)\'I' 
rysunku próbki , a grub'Jśc i'ł ana l'Jgicznyc h element ów 
rysu nku wzorca (np. 'J rygina lu , udb itki wZIJ rcI.)wcjl. lu b 
wy magar'l podanych w n'J rm ac h przeclmi u t<.lwvc h. 

4.7. Ocena wyników badali 
4.7.1. Ocena sztuki. Orygin ał. negat yw lub diap' )LY­

tyw , kopi ę, formę druk ową. odbitk t; drukarsk<). egze m­
plarz druku o prawioneg'J należy u z na ć za dubre, . je że li 

nie wys t ęp uj ą różnice w grub'Jśc i ac h wg 4.6 lub wyn iki 
badall nie prze kraczaj,) w i c lk t.lśc i (/'.l puszczaln yc h 
w no rmach przedmi'J t'J wyc h. 

4.7.2. Ocena partii - wg 3.6.2. 

5. METODA BADANIA MAł,YM MIKI~OSKOPEM 

WAR S ZTATOWYM 

5.1. Zasada metody polega na zmi erze nill wie lk tJści 

znieks ztałce r'l (deformacj i) brzegowych linii pr'Jstyc h. 
gdy zn i ekształce ni a te maj ,) k szta łt linii fa li stej lubł a­

manej (przekroju ch ro powa t'Jści pIJ wierzchni wg 
PN-7J / M-0425l rys. l i 2) za po moc,) l1l a leglJ mikro­
sko pu warszta ttJwego (MMW) . 

5.2 . Przy rząd 
5.2.1. Opis przyrządu. M ikros ko p pomiar'J wy PI.1-

większajqcy 50X. o dok ł adntJści po miarów + 0,005 mm , 
np. ma ł y mikr<Jskop warszta towy. Przy kładOWe.) kon­
strukcję małego mikros k'Jp u warszta tuwcgu p,_)d an<.l 
na rysunku. Za leca s i ę st'.lstJwa nie mik rus ktJ pów tzw. 
po li graficzn ych, tj . odpow ied ni o iJ przy rz~)d tJwa n yc h 

umożliwi ających wykonanie dodatk'J wych b adań. jak 
kąt trawienia. o raz ulatwiaj'lcyc h hadania np. wielkośc i 

punktu rastrowego. 
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I - PllL!...r; IW;t. _' - ' !l\ 1 miernic/y. 3 - :-./yha szkl ana . .J - bę he n ś ru by mikrometrycznej do prze:-'lI\.vu popr7ccz ncgo. 5 - h(;hc l1 ~r llh ~ 

tllik rlllll l' lrlL'/1l1'j d" pl"ll"U WU p<ld łu ż ll ~gu , 6 - płylka oporow,!. 7 - pł yt ka wzorcowa \\ 'g PN-72/ M-"J I () l , /I - dill ig lli ;1 do pl"l~'lII\ " IIlI ;I ' 

' llllu \I kll'rullk" p" lllu i Il YIl1 , I) - k"l unllla puc hylna , /0 i // - ś ruby rl'gul uj'lcc po~ h ylc ni ~ ku /u tllll v, l:l - r;ll11i " 13 - ś ru h;1 l;rci,kow:I , 
1,1 - Illh" , Illikr"skop", 15 i 16 - po kr <; tł a do przc rni~s7cza ll i:t lubusa, /7 - ob iektyw, /8 - wyl11ic nll ;1 g ł owlcl gO ll io l11 l'lrVC7Il;I, 11)- " Idl ­
br (lh .... l· n\ ;! C} ill ~. !() - oh. uLi r ndc/ytovly . 2/ - 7wil' l"Cia dlo ośw i e tl aj'-łc(' pod z i a ł kę " qtow~ł głow i cy !!On iOlll l' trYCZ!lcj. l.! - ś ruh;1 111 \)(,1I.i;1(,~1 

;.: h", Il\' ;,:olll<l lll ctrI'ClIl;1 w luhusi~, :l.! - po k n; tło do obracani'l pod 7iałki k'IIOWl'j, :l4 - o bucIowa i.a n'lwki 

5.2.2 . Wyposażenie mikroskopu 

a) u bi ektyw SX . 
b) u kular IOX , 

c ) glu wica go ni () metryczna d o pomIaru długości 

z dośw i e tl e niem nis kunap i ęc i owym 6 V, 2,7 W, 
d) oś wietlac z siec iowy 220 V / 40 W d o obserwacji 

w św i e tl e rrzec hod zqcy m, 

e) ośw i e tl a'cz d o obse rwacji w św ie tl e odbitym. 
f) tra nsformator z regu l acją TVO-8/50. 
5.2.3. Przygotowanie mikroskopu. Należy u s taw i ć ze­

ro na : 

- bębnie śruby mikrometrycznej do przes uwu po­
przecznego 4, 

- bębn ie śruby mikro metrycznej do przes uwu po d­
łużnego 5, 
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- podz i a ł ce k ą tlJwej poc hyleni a ko lumn y ś ruba;ni 

reg ułuj ący mi 10, I I , 
- pod z i a łce k ą t owej gł ow i cy gonio metryc zn ej 18 

i po krę tl e o bro tu s t ołu mi erni czego . 
5.3. Liczba i miejsce badania. Bada ni e na l eży wyko­

nać w co naj mniej 3 miej scach , ró wno miernie rozł ożo­

nyc h na po wierzchni każdego wyc inka pró bki przygo­
to wa ne j do bada ni a wg 2.2. 

5.4. Opis badania. Przy rząd przygo towany wg 5.2 .3 
n a l eży po ł ączyć ze ź ródł em prądu. W za ł eżnośc i od ro ­
d zaju podłoża pró bki bada nie n a ł eży wyk o nać: 

a ) w świ e tl e przech odzą cym , przy pró bce wyko na­
nej na ma teri a le przez ro czysty m i przy u życ iu oświetla­

cza wg S.2 .2d) , 
b) w św i e tl e odb itym przy ob ró bce wyko na nej na 

ma teri a le ni eprzez roczys tym i przy u życ iu oświ e tl acza 

wg S.2.2e) w fo rm ie ren ek to ra pie rśc i e ni owego za m o­
cowa nego na o pra wie o bie ktyw u . 

Pró bk ę p rzygo t owa ną wg 2.2 n a ł eży u mi eś c i ć na 
pły t ce sto lika i wybra ć miejsce bada nia wg 5.3. Za po­
mocą po krę t eł umieszczonyc h po o bu stro nac h tubusu 
15. 16 i po krę tł a o biek tywu 17 n a l eży u s ta wi ć os trość. 

Za po m oc<! po krę tł a 23 z n ajduj ącego s i ę od spo du ta r­
czy go ni o metrycz ne j na l eży obróc i ć krąg z s i a tką i krzy­
żem d o wizo wa nia m ie rzo nego przedmio tu . Sruba mi 

mikro m etrycz nymi 4 i 5 doko nać przes uw u s t ołu mier­

niczego ta k , a by łinia krzyża po kry ła s i ę z krawęd zią 

bad a nego elem entu rysunku lub z t e o re t yczn ą lini ą 

ś rednią pro filu wg PN-73/M-042S I. Nas t ę pnie zapi s a ć 

wie lk ości wyj śc i owe znajdujące s i ę na ś ru!?~ch mikro­
metryc zn ych o raz doko nać przesuwu s t ołu mierniczego 
ta k , a by linia krzyża po kryła się z przeciwległą krawę­

d z i ą eleme ntu rys unku i odczy tać k o l ej ną wielkość na 
ś rubi e mik ro m etryczn ej . W ynik ba da nia sta nowi różni­

ca o bu odczy tów na ś rubie mikro metrycznej. 
5.5. Dokładność badania. Bad a nia n a l eży wy ko nać 

z do kł adnośc i ą do 0 ,005 mm . 
5.6. Obliczenie wyniku n a l eży wy k onać zgodni e 

z P N-7VM-0425l ja ko: 
a ) wyso k ość c hro powa t ośc i wg dz i es i ę c iu punktów 

c hro powa t ośc i (Rz ). 

h ) najw i ę k S Ze! wyso k ość c hro powa t ości(R max) ' 

5.7. Oeena wyników badań 
5.7.1. Ocena sztuki. O ryg inał. negat yw lub di a po zy­

tyw. k o pi ę . form ę druk OWe!. odbitk ę druk a rs k ą . egzem­
pla rz druku o prawio nego n a l eży uznać za do bre , jeże li 

z ni e k sz t a łce ni a brzegowe linii prostych bada nyc h pró­
bek wy ra żo n e wg 5.6 ni e prze kroczą w i e lk ośc i d o pu sz­
cza ln yc h w no rmac h przedmio to wyc h . 

5.7.2. Ocena partii - wg 3.6.2. 

K01'I I EC 

INFORMACJ E DOD ATKOW E 

I. Instytucja opracowująca normę - OŚ I\l d e k Bad a wcZ<l- Rozwuj .. )­

wy Przem ys iu Pu li g rilfi cznegll. Wa rsza wa. 

2. Istotne zmian y w stosunku do BN-6517439-0 7 
CI) r,l7.SlC I7.,l ll\ l l akrcs pr7.edmiotu n" rm y na wszys t kie pó lp r . .)d u k­

ty pu lig ra fi cznc i dr u ki. 
b) rllzszcrZ, Hl ') zakres z n i e k sz t a ł cc li gra fi cznyc h elementów ry­

su n k u. 
c ) wprllwa d l.lHhl el cment y il llśc i owego lnnacw nia zn i e k ształce ń 

grafi cznyc h lupa mi pu mia rowymi i mi kn)sko pcm . 

3. No rm y zwi ązane 

PN-72/ M-53 I O I Wa rszta tllwe ś r" dk i pu m ia r • .)wc. Plyt ki wzo rCllwe 

PN-73 / M-0425 I Stru ktura geo metryczna po wierzc hn i. C hrll po wa­

LOŚĆ pow ic rzc hn i. O k reś l e ni c po dsta wo we i pa ra met ry 

PN-77/ P-5505 1 D ru k i po ligraficzne . Zasad y klll1 t ru li j ak ośc i b lli c.) ­

wej i od b io rczej 

BN -69174 IX-OI Stół mlll1t ażowy . W ym ia ry i wyma gan ia u ży tk . .) wc 
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5. No rm y dot yczące charakterf st yki wad. D otyc hczas o p rac.) wa n .. ) 
no rm y w zak res ie: o rygi na ló w p N-n/p -5 5030 .04 d o 0 7. negatywó w 

i di a pozy tywó w p N-77 / 1'-55 124. ko pii fOLOc he miczn yc h BN-76/ 

7432-04 . odbitek d ru ka rs kich P N-72/ p-55207. 
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